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X射线分析装置

(57)摘要

一种X射线分析装置，其具备：试样容器

(10)，其收纳试样(S)；载置部(24)，其能够载置

试样容器(10)；X射线照射源，其从载置部(24)的

下方对试样(S)照射X射线；检测器，其在载置部

的下方检测从试样(S)产生的荧光X射线；以及支

架(50)，其载置于载置部(24)，收纳试样容器

(10)，在载置部(24)设有开口部(24h)，试样容器

(10)具有：容器主体(12)，其包围试样(S)并且具

有在下方开口的形状；以及容器膜(14)，其封闭

容器主体(12)的开口并且支承试样(S)，支架

(50)具有：包围筒(52)，其具有比开口部(24h)大

的外形且包围试样容器(10)，并且具有在下方开

口的形状；以及支架膜(54)，其封闭包围筒(52)

的开口。
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1.一种X射线分析装置，其中，该X射线分析装置具备：

试样容器，其收纳试样；

载置部，其能够载置所述试样容器；

X射线照射源，其从所述载置部的下方对所述试样容器内的所述试样照射X射线；

检测器，其在所述载置部的下方检测从所述试样产生的荧光X射线；以及

支架，其载置于所述载置部，收纳所述试样容器，

在所述载置部设有用于使从所述X射线照射源照射的X射线通过的开口部，

所述试样容器具有：

容器主体，其包围所述试样并且具有在下方开口的形状；以及

容器膜，其封闭所述容器主体的开口并且支承所述试样，

所述支架具有：

包围筒，其具有比所述开口部大的外形且包围所述试样容器，并且具有在下方开口的

形状；以及

支架膜，其封闭所述包围筒的开口。

2.根据权利要求1所述的X射线分析装置，其中，

所述支架膜熔接于所述包围筒的下端部。

3.根据权利要求1所述的X射线分析装置，其中，

所述支架还具有安装于所述包围筒的周围的夹持环，

所述夹持环将所述支架膜的缘部夹持在该夹持环的内周面与所述包围筒的外周面之

间。

4.根据权利要求1～3中任一项所述的X射线分析装置，其中，

所述支架构成为能够从所述载置部卸下。

5.根据权利要求1～4任一项所述的X射线分析装置，其中，

所述容器主体的外形比所述开口部大。
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X射线分析装置

技术领域

[0001] 本发明涉及X射线分析装置。

背景技术

[0002] 以往已知有用于分析从受到X射线照射的试样产生的荧光X射线的X射线分析装

置。例如在日本特开2018‑63196号公报中公开了一种X射线分析装置，其具备：壳体部，其具

有能够载置试样的载置部；X射线管球，其经由设于载置部的开口部向试样照射X射线；以及

检测器，其检测从试样产生的荧光X射线。X射线管球和检测器配置于载置部的下方。试样隔

着膜载置于载置部。

[0003] 现有技术文献

[0004] 专利文献

[0005] 专利文献1：日本特开2018‑63196号公报

发明内容

[0006] 发明要解决的问题

[0007] 在日本特开2018‑63196号公报所记载的那样的X射线分析装置中，有时由于膜的

破损等而造成试样的局部经由开口部掉落从而附着于检测器。在该情况下担心分析精度下

降。

[0008] 本发明的目的在于提供一种能够抑制试样从载置部掉落的X射线分析装置。

[0009] 用于解决问题的方案

[0010] 本发明的第1方案涉及一种X射线分析装置，该X射线分析装置具备：试样容器，其

收纳试样；载置部，其能够载置所述试样容器；X射线照射源，其从所述载置部的下方对所述

试样容器内的所述试样照射X射线；检测器，其在所述载置部的下方检测从所述试样产生的

荧光X射线；以及支架，其载置于所述载置部，收纳所述试样容器，在所述载置部设有用于使

从所述X射线照射源照射的X射线通过的开口部，所述试样容器具有：容器主体，其包围所述

试样并且具有在下方开口的形状；以及容器膜，其封闭所述容器主体的开口并且支承所述

试样，所述支架具有：包围筒，其具有比所述开口部大的外形且包围所述试样容器，并且具

有在下方开口的形状；以及支架膜，其封闭所述包围筒的开口。

[0011] 发明的效果

[0012] 在该X射线分析装置中，在支承试样的容器膜的下方进一步配置有支架膜，因此即

使在容器膜发生了破损等情况下，也能抑制试样从载置部掉落。

附图说明

[0013] 图1是概略地表示本发明的一个实施方式的X射线分析装置的结构的图。

[0014] 图2是试样容器和支架的附近的放大图。

[0015] 图3是概略地表示支架的变形例的剖视图。
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[0016] 图4是概略地表示试样容器的变形例的剖视图。

具体实施方式

[0017] 参照附图对本发明的实施方式进行说明。此外，在以下参照的附图中，对于相同或

与其相当的构件标注相同的附图标记。

[0018] 图1是概略地表示本发明的一个实施方式的X射线分析装置的结构的图。如图1所

示，X射线分析装置1具备：试样容器10、外壳20、X射线照射源30、检测器40以及支架50。

[0019] 试样容器10是收纳试样S的容器。如图2所示，试样容器10具有容器主体12和容器

膜14。

[0020] 容器主体12包围试样S并且具有在下方开口的形状。容器主体12例如由聚丙烯

(PP)构成。

[0021] 容器膜14封闭容器主体12的开口12a(参照图2)，并且支承试样S。在本实施方式

中，容器膜14由聚丙烯构成。容器膜14熔接在容器主体12的下端部。此外，容器膜14也可以

由聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等形成。

[0022] 外壳20收纳试样容器10等。外壳20由金属构成。如图1所示，外壳20具有收纳部22、

载置部24以及盖部26。

[0023] 收纳部22由外壳20的下部构成。收纳部22收纳X射线照射源30和检测器40。收纳部

22具有在上方开口的形状。

[0024] 载置部24与收纳部22的上端部连接。载置部24是载置试样容器10的部位。在载置

部24设有用于使从X射线照射源30照射的X射线通过的开口部24h。开口部24h设定为比容器

主体12的外形小。换言之，容器主体12的外形比开口部24h大。

[0025] 盖部26包围试样容器10。盖部26的下端部与载置部24的外缘部连接。

[0026] X射线照射源30收纳于收纳部22。X射线照射源30从载置部24的下方对配置于试样

容器10内的试样S照射X射线。作为X射线照射源30，例如列举出X射线管球。

[0027] 检测器40收纳于收纳部22。检测器40在载置部24的下方检测从接受到由X射线照

射源30照射的X射线的试样S产生的荧光X射线。从提高试样S的分析精度的观点出发优选的

是，检测器40配置于开口部24h的附近。

[0028] 支架50载置于载置部24，收纳试样容器10。支架50构成为能够从载置部24卸下。如

图2所示，支架50具有包围筒52和支架膜54。

[0029] 包围筒52具有比开口部24h大的外形。包围筒52包围试样容器10，并且具有在下方

开口的形状。在本实施方式中，包围筒52形成为圆筒状。包围筒52例如由聚丙烯构成。包围

筒52的高度比试样容器10的高度大。包围筒52借助省略图示的定位机构来确定相对于开口

部24h的位置。包围筒52的内周面52S也可以随着接近载置部24而逐渐缩径。像这样，在将试

样容器10从包围筒52的上方配置于包围筒52内时，将试样容器10向预定的位置引导。

[0030] 支架膜54封闭包围筒52的开口52a(参照图2)。也就是说，在开口部24h的上方层叠

有两片膜(容器膜14和支架膜54)。支架膜54例如由聚丙烯构成。支架膜54熔接于包围筒52

的下端部。支架膜54的厚度与容器膜14的厚度是相同程度。例如，支架膜54的厚度优选设定

为容器膜14的厚度的0.5倍以上且2倍以下。此外，支架膜54也可以由聚对苯二甲酸乙二醇

酯(PET)等形成。

说　明　书 2/4 页

4

CN 115715365 A

4



[0031] 像以上说明的那样，在本实施方式的X射线分析装置1中，在支承试样S的容器膜14

的下方进一步配置有支架膜54，因此即使在容器膜14发生了破损等情况下，也能抑制试样S

从载置部24掉落。因此抑制检测器40的污染等。

[0032] 此外，应该认为本次公开的实施方式在所有方面均为例示，而非限制性的。本发明

的范围并非通过上述的实施方式的说明示出而是通过权利要求书示出，还包括与权利要求

书等同的含义和范围内的所有变更。

[0033] 例如，如图3所示，支架50也可以还具有夹持环56。在该例中，支架膜54的外形设定

为比包围筒52的外形大。夹持环56将支架膜54的缘部夹持在该夹持环56的内周面与包围筒

52的外周面之间。

[0034] 另外，如图4所示，试样容器10也可以还具有夹持环16。在该例中，容器膜14的外形

设定为比容器主体12的外形大。夹持环16将容器膜14的缘部夹持在该夹持环16的内周面与

容器主体12的外周面之间。

[0035] [方案]

[0036] 本领域技术人员将理解，上述多个例示性的实施方式是以下方案的具体例。

[0037] (第1项)一个方案的所述X射线分析装置具备：试样容器，其收纳试样；载置部，其

能够载置所述试样容器；X射线照射源，其从所述载置部的下方对所述试样容器内的所述试

样照射X射线；检测器，其在所述载置部的下方检测从所述试样产生的荧光X射线；以及支

架，其载置于所述载置部，收纳所述试样容器，在所述载置部设有用于使从所述X射线照射

源照射的X射线通过的开口部，所述试样容器具有：容器主体，其包围所述试样并且具有在

下方开口的形状；以及容器膜，其封闭所述容器主体的开口并且支承所述试样，所述支架具

有：包围筒，其具有比所述开口部大的外形且包围所述试样容器，并且具有在下方开口的形

状；以及支架膜，其封闭所述包围筒的开口。

[0038] 在该X射线分析装置中，在支承试样的容器膜的下方进一步配置有支架膜，因此即

使在容器膜发生了破损等情况下，也能抑制试样从载置部掉落。

[0039] (第2项)在第1项所述的X射线分析装置中也可以是，所述支架膜熔接于所述包围

筒的下端部。

[0040] 在该方案中，能省略支架膜相对于包围筒的安装作业。

[0041] (第3项)在第1项所述的X射线分析装置中也可以是，所述支架还具有安装于所述

包围筒的周围的夹持环，所述夹持环将所述支架膜的缘部夹持在该夹持环的内周面与所述

包围筒的外周面之间。

[0042] 在该方案中，能够将由相对于包围筒的熔接困难的材料(例如与构成包围筒的材

料不同的材料)构成的支架膜安装于包围筒。

[0043] (第4项)在第1项～第3项中任一项所述的X射线分析装置中优选的是，所述支架构

成为能够从所述载置部卸下。

[0044] 像这样，能够在不会对X射线照射源、检测器造成损伤的情况下进行支架膜的清

洗、支架自身的更换等。

[0045] (第5项)在第1项～第4项中任一项所述的X射线分析装置中优选的是，所述容器主

体的外形比所述开口部大。

[0046] 像这样，即使在未在包围筒安装支架膜的情况下，通过将试样容器载置于载置部，
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也能够进行试样的分析。

[0047] 附图标记说明

[0048] 1、X射线分析装置；10、试样容器；12、容器主体；14、容器膜；16、夹持环；20、外壳；

22、收纳部；24、载置部；24h、开口部；26、盖部；30、X射线照射源；40、检测器；50、支架；52、包

围筒；54、支架膜；56、夹持环；S、试样。

说　明　书 4/4 页

6

CN 115715365 A

6



图1

图2
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图3

图4
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